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接近式光刻衍射光场的有效波前作用规律分析
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（中国科学技术大学精密机械与精密仪器系，安徽 合肥２３００２６）

摘要　掩模图形不同区域的波前因衍射光的相干叠加作用而对光刻胶上的场点产生不同的影响。为研究这一作

用规律，采用波前分割的方法对掩模图形上的波前进行区域划分，并利用光场相干叠加相互抵消的性质，最终得到

了掩模图形上对场点光场影响最大的波前区域。理论分析表明，对于图形内部场点而言，这个区域范围为场点附

近约一个半波带的大小；而对靠近图形边缘的场点，其范围与边缘形状有关，一般要稍大于一个半波带。利用该方

法可以显著提高仿真效率，对于分析由衍射造成的光刻误差来源和大小具有一定的理论指导意义。该理论计算结

果得到了实验验证。
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１　引　　言

深度光刻是微机电系统（ＭＥＭＳ）制造的核心

技术之一。为了获得较大高宽比的微结构，通常采

用接近式或接触式光刻。在实际光刻中，一方面，由

于光刻胶表面不平整或倾斜等原因，使掩模表面与

光刻胶表面之间总存在着难以控制的空气间隙。另

一方面，为了保护昂贵的掩模和不损伤感光胶面，通

常也会预留一定的间隙。这一间隙引起的光刻中的

衍射效应会使光刻图形在转移中出现形状畸变，致

使光刻胶结构形成形状缺陷，对光刻胶结构质量产

生严重影响。

近年来光刻图形制作精度的研究，引起了人们
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的重视，利用光刻模拟来分析图形误差以及进行优

化，已成为研究热点之一［１～４］。人们通常以平面波

菲涅耳衍射理论为基本模型，在模拟光强分布的基

础上，对显影后光刻胶的轮廓进行预测［５～８］。在抑

制光刻误差研究中，Ｔａｎｇ等
［９～１０］基于退火算法采

用灰度掩模进行光波前调制，以补偿厚胶光刻图形

转移中的失真。课题组研究人员也在光刻仿真与误

差修正方面进行了一系列探讨［１１～１２］。由于衍射光

的相干叠加作用，掩模图形不同区域的波前对接收

平面光刻胶上场点的影响大小并不相同。然而上述

理论模型均未对此加以考虑。Ｔｉａｎ等
［１３］指出对场

点光场贡献最大的区域来自场点附近，但没有指出

这个区域的大小。根据先验知识也已意识到这一

点，并通过仿真和实验，将光刻图形的矫正区域边长

确定为２μｍ
［１４］。进而，在光刻误差预修正中采取了

一些优化策略，针对不同图形特征对优化方法进行

调整［１５］。这些优化策略虽然取得了不错的效果，但

其选取只是根据经验来判断，缺乏必要的理论指导。

其原因是针对特定图形的光刻仿真，很难对上述方

法作出量化的原理阐释。

为了对由衍射引起的光刻误差的来源和大小有

更深刻的认识，关键之一就是要找到掩模平面上波

前对场点的作用规律。这就迫切需要建立合适的理

论模型，分析掩模图形上对场点贡献最大的波前区

域，为更有效的误差修正方法提供理论依据。本文

针对接近式光刻的特点，借助半波带分析等波前分

割的方法，对近场衍射规律进行分析，从理论上得出

掩模平面上波前对场点光强的作用规律，最后通过

实验进行验证。

２　掩模平面波前对场点的作用规律

根据光的衍射理论，可知掩模后面光刻胶表面

上某一点犘的光场为
［１６］

犝（犘）＝犛
犝（犙）

ｅｘｐ（ｉ犽狉）

狉
犓（θ）ｄ犛， （１）

各变量的几何关系如图１所示，其中犓（θ）为倾斜因

子，犓（θ）＝ｃｏｓ（狀，狉）／ｉλ＝ｃｏｓθ／ｉλ，θ为入射光波阵

面的法向方向狀与狉的夹角，犝（犙）表示入射波在透

光孔径犛上的场分布，犽＝２π／λ为波数，ｄ犛为犛上的

面元素，狉为犘，犙两点距离。

光源发出的光束经光学系统匀光后，以光能均

匀分布的近似平行光照射到掩模平面上［１７］。假设

掩模面上的振幅分布犃（狓，狔）为常量犃０，并考虑在

图１中选取的坐标系中狕０ ＝０，则对于掩模面上的

单色平面波，有

犝（犙）＝犃（狓，狔）ｅｘｐ（ｉ犽狕０）＝犃０， （２）

因此，

犝（犘）＝犃０犛

ｅｘｐ（ｉ犽狉）

狉
犓（θ）ｄ犛． （３）

图１ 掩模和光刻胶之间的衍射

Ｆｉｇ．１ Ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎｂｅｔｗｅｅｎｍａｓｋａｎｄｒｅｓｉｓｔ

２．１　掩模图形有效波前的分割

如图２所示，将掩模透光孔区域犛的有效波前

进行分割，分解为大量的小矩形以及图形边缘处的

不规则区域，将这些区域分别记为犛１，犛２，…，则

犝（犘）＝犛
１

犃０
ｅｘｐ（ｉ犽狉）

狉
犓（θ）ｄ犛＋…＋

犛狀

犃０
ｅｘｐ（ｉ犽狉）

狉
犓（θ）ｄ犛， （４）

其中犛狀

犃０
ｅｘｐ（ｉ犽狉）

狉
犓（θ）ｄ犛可理解为第狀个小区域

上波前对犘点光场的贡献，记为犝狀。考虑其中某一

个矩形面元犛狀，如图３（ａ）所示，其中心在点犗′（狓０，

狔０），边长分别为２犪，２犫。对此小矩形区域建立如

图３（ｂ）所示的局部坐标系，并由（３）式得

犝狀 ＝
犃０
ｉλ∫

犪

－犪
∫
犫

－犫

ｅｘｐ（ｉ犽狉）

狉
犱
狉
ｄ犛， （５）

图２ 掩模图形的区域划分

Ｆｉｇ．２ Ｒｅｇｉｏｎｄｉｖｉｓｉｏｎｏｆｔｈｅｍａｓｋｐａｔｔｅｒｎ

６２５
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图３ 面元犛狀 的波前对犘 点光场的贡献

Ｆｉｇ．３ Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓｏｆｗａｖｅｆｒｏｎｔｏｎｓｕｒｆａｃｅ犛狀ｔｏｆｉｅｌｄｐｏｉｎｔ犘

其中狉２ ＝（狓０＋狆）
２
＋（狔０＋狇）

２
＋犱

２，令狉２０＝狓
２
０＋

狔
２
０＋犱

２，当划分的矩形区域足够小，满足２犪狉０，

２犫狉０ 时，有狉≈狉０，则

犝狀 ≈
犃０
ｉλ

犱

狉２０∫
犪

－犪
∫
犫

－犫

ｅｘｐ（ｉ犽狉）ｄ狆ｄ狇． （６）

将狉多项式展开成狓０／狉０ 和狔０／狉０ 的形式，并设

狓０／狉０ ＝犾，狔０／狉０ ＝犿，则有

狉≈狉０＋
狓０狆＋狔０狇
狉０

＋
狆
２
＋狇

２

２狉０
－
（狓０狆＋狔０狇）

２

２狉３０
… ＝

狉０＋（犾狆＋犿狇）＋
１

２

（狆
２
＋狇

２）

狉０
－
（犾狆＋犿狇）

２

狉［ ］
０

…，

（７）

令

犳（狆，狇）＝ （犾狆＋犿狇）＋

１

２

（狆
２
＋狇

２）

狉０
－
（犾狆＋犿狇）

２

狉［ ］
０

…， （８）

则

犝狀 ≈
犃０犱

ｉλ狉
２
０

ｅｘｐ（ｉ犽狉０）∫
犪

－犪
∫
犫

－犫

ｅｘｐ［ｉ犽犳（狆，狇）］ｄ狆ｄ狇，（９）

１

２
犽
（狆
２
＋狇

２）

狉０
－
（犾狆＋犿狇）

２

狉０
２π， （１０）

可以认为（９）式中第２项及以后各项对积分的贡献

忽略不计［１６］，其中犽＝２π／λ。此时

犝狀 ≈
犃０犱

ｉλ狉
２
０

ｅｘｐ（ｉ犽狉０）∫
犪

－犪
∫
犫

－犫

ｅｘｐ［ｉ犽（犾狆＋犿狇）］ｄ狆ｄ狇＝

犃０犱

ｉλ狉
２
０

ｅｘｐ（ｉ犽狉０）４犪犫
ｓｉｎ（犽犾犪）

犽犾犪
ｓｉｎ（犽犿犫）

犽犿犫
， （１１）

从（１１）式可知，只要适当选择边长２犪 和２犫，使

犽犾犪＝π或犽犿犫＝π，即２犪＝狉０λ／狓０和２犫＝狉０λ／狔０

时，有犝狀＝０。即此小矩形区域内的各点对犘点光场

的作用综合效果为零。

　　从（１０）式出发，进一步利用不等式（犾狆＋犿狇）
２
＜

（犾２＋犿
２）（狆

２
＋狇

２），并注意到犾＜１，犿 ＜１，则有

狉０ 
（狆
２
＋狇

２）ｍａｘ
λ

，而（狆
２
＋狇

２）ｍａｘ ＝犪
２
＋犫

２
＝

狉２０λ
２

４

１

狓２０
＋
１

狔（ ）２
０

，所以狉０ 
狉２０λ

２

４λ

１

狓２０
＋
１

狔（ ）２
０

，即

１
狉０λ
４

１

狓２０
＋
１

狔（ ）２
０

， （１２）

又因为 １

狓２０
＋
１

狔（ ）２
０
≥

４

狓２０＋狔
２
０

，所以

１
狉０λ
４

４

狓２０＋狔
２
０

，即狓２０＋狔
２
０ 狉０λ， （１３）

令狓２０ ＋狔
２
０ ＝狊

２
０，对上式两边平方，并注意到

狊２０＋犱
２
＝狉

２
０， 则 有 狊

４
０ －λ

２狊２０ －λ
２犱２  ０， 即

狊２０－λ
２／（ ）２２

λ
２犱２＋λ

４／４，所以狊２０ λ
２犱２＋λ

４／槡 ４＋

λ
２／２，即

狓２０＋狔
２
０  λ

２犱２＋
λ
４

槡 ４
＋
λ
２

２
． （１４）

从（１１）式及（１４）式可知，对于中心点位置满足（１４）

式的矩形面元，只要选择适当的边长２犪＝狉０λ／狓０和

２犫＝狉０λ／狔０ 时，有犝狀 ＝０，此面元内波前对犘点光

场的作用综合效果为零。

依次调整每个符合条件的小矩形的中心和边

长，使得其区域内积分为零，这样最终将掩模图形划

分为３个区域，如图４所示。一是掩模上与犘点相

对应的犗 点附近圆形区域犛１，二是符合光场相消条

件的各个小矩形面元组成的犛２，三是远离犗点的图

形边缘部分，记为犛３。

由前面论述，整个犛２区域的波前对犘点光场的

图４ 掩模图形上波前分割的结果

Ｆｉｇ．４ Ｗａｖｅｆｒｏｎｔｄｉｖｉｓｉｏｎｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅｍａｓｋｐａｔｔｅｒｎ
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贡献为零。而犛３区域对犘点光场的作用，一方面因

这部分区域各面元零散杂乱且不规则，在积分运算

时被积函数高频振荡，其线性叠加的结果会互相抵

消；另一方面，因该区域内各面元距离犗点较远而光

刻间隙犱相对较小，其倾斜因子很小，从而对犘点的

作用相对较小。这样，对犘点光场的影响主要来自于

犛１ 区域。犛１ 相当于一个圆形透光孔，其半径由（１４）

式决定，在接近式光刻条件下，一般犱λ，所以由

（１４）式有

狓２０＋狔槡
２
０  λ槡犱． （１５）

２．２　圆孔的半波带分析方法

将犛１ 看成一个圆形透光孔，进一步利用半波带

法来分析近场衍射的量化规律。半波带法是处理次

波相干叠加的一种简化方法，对有效波前进行分割

近似，然后再将各个面元对衍射光场的贡献进行代

数叠加。

平行光在掩模平面犛１上的波前犛为等相面。如

图５所示，顶点犗与场点犘０ 的距离为犱，以犘为中

心，分别以犱＋λ／２，犱＋λ，… 为半径作球面，将波前

分割成一系列的环形带，即半波带。用犝１，犝２，… 代

表各半波带发出的次波在犘０点产生的复振幅，并假

设犝１ ＝ 犃１ｅｘｐ（φ１），犝２ ＝ 犃２ｅｘｐ（φ２），…，犝狀 ＝

犃狀ｅｘｐ（φ狀），则圆透光孔在犘０ 点的合成复振幅为

犝＝犝１＋…＋犝狀 ＝犃１ｅｘｐ（φ１）＋…＋犃狀ｅｘｐ（φ狀）．

（１６）

图５ 半波带法

Ｆｉｇ．５ Ｈａｌｆｗａｖｅｂａｎｄａｎａｌｙｓｉｓｍｅｔｈｏｄ

　　由半波带波前划分的特点
［１６］，犝１，…，犝犽 之间

振幅和相位分别有如下的关系

犃犽 ≈
１

２
（犃犽－１＋犃犽＋１）， （１７）

φ犽＋１ ＝φ犽＋
π
２
，ｅｘｐ（ｉφ犽＋１）＝－ｅｘｐ（ｉφ犽），（１８）

将（１７）和（１８）式代入（１６）式中，有

犝 ≈
１

２
（犝１＋犝狀）， （１９）

这说明了对场点犘０ 的作用主要由第一个半波带和

最后一个半波带共同决定。实际上考虑到接近式光

刻，且透光孔足够大时，犝狀 的倾斜因子中ｃｏｓθ往往

很小，所以犝狀对场点犘０的作用也相对较小，从而有

犝 ≈
１

２
犝１． （２０）

因此掩模上对场点影响最大的波前主要来自于场点

附近一个半波带大小的区域，其半径

狓２０＋狔槡
２
０ ＝ 犱＋

λ（ ）２
２

－犱槡
２
＝ 犱λ＋

λ
２

槡 ４
，

（２１）

在接近式光刻条件下，一般犱λ，所以

狓２０＋狔槡
２
０ ≈ λ槡犱． （２２）

２．３　有效影响区域的讨论

综上所述，对图形内部的场点而言，在接近式光

刻中当掩模与光刻胶表面之间的间隙相对于波长，

且掩模图形相对于 犱槡λ都较大时，对其光强最有影

响的区域是掩模上场点附近约为第一个半波带的范

围大小的区域，其半径由（２２）式确定。而此范围以

外的区域因光场叠加时互相抵消或因有效面积太小

而仅产生较小的影响。如果场点位置靠近图形边

缘，由于波前分割的情况比较复杂，其最有效影响区

域并非总是一个半波带大小的区域，而与图形边缘

形状有关。对于较为常见的直角图形边角处，可以

用与上文类似的方法证明其靠近边角部分最主要影

响区域半径仍然由式（２２）来确定。这对于研究由衍

射效应产生的光刻图形直角圆化的误差矫正，具有

一定的理论指导意义。

３　理论分析结果与实验验证

３．１　最有效的影响范围

从（２２）式可知，最有效影响波前区域的半径ρ
随着犱的增大而变大。接近式光刻的空气间隙犱一

般在０～１５μｍ之间，当犱分别为５，１０和１５μｍ，在

ｇ线紫外光（波长λ＝０．４３６μｍ）光源下，相应的最

有效影响范围分别为１．４８，２．０９和２．５６μｍ。

为了对最有效影响范围进行实验验证，考虑如

下的掩模图形，如图６所示，在一个边长为３０μｍ

的方孔的直角顶点的上侧和右侧各放置一个边长为

２μｍ的方孔，图中犔为小孔到方孔的距离。分别设

置犔为１，１．５，２，２．５和３μｍ，采用ＡＺ９２６０正胶进

行光刻实验。前烘１０ｍｉｎ，ｇ线紫外光（波长λ＝

０．４３６μｍ）曝光８０ｓ，掩模与光刻胶间空气间隙为

１０μｍ，用０．６％的ＮａＯＨ显影液显影１８０ｓ，所得的

８２５
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光刻图形如图６（ｂ）～（ｆ）所示。根据（２２）式，理论

上大小孔之间最有效影响范围为２．０９μｍ。而从

图６中可见，在间距为１μｍ时，小孔对方孔的影响

非常强烈，随着距离的增加，影响逐步变小，距离为

２．５μｍ时，作用明显减弱，当到３μｍ距离时，影响

已经比较微弱。这与理论计算的结果基本吻合。

图６ 设计的掩模图形（ａ）以及不同间距犔下所获得的光刻图形电镜照片（ｂ）～（ｆ）

Ｆｉｇ．６ Ｄｅｓｉｇｎｅｄｍａｓｋｐａｔｔｅｒｎ（ａ）ａｎｄｔｈｅＳＥＭｍｉｃｒｏｇｒａｐｈｓｏｆｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔｐａｔｔｅｒｎｉｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｄｉｓｔａｎｃｅ犔（ｂ）～（ｆ）

３．２　直角特征的光刻畸变分析

在光刻实验中经常会发现，同样是直角特征，但

凸直角和凹直角的图形衍射影响程度并不一样，凹

直角图形的圆化误差要更严重，如图７所示。应用

上述理论可分析如下：光刻胶上某点光强的最有效

影响区域来自于场点附近一个半波带大小的范围，

这一半波带内各点对场点产生的扰动正负号相同。

因此相干叠加的结果是面积越大，作用的光强越大。

如图８所示，凹直角处第一个半波带的有效面积（阴

影部分）是凸直角的３倍，因此其在光刻胶对应角点

处产生的光强要大得多。由此造成凹直角角点附近

曝光剂量比较大，其圆化程度也相应的比凸直角大

得多，而这正好印证了上述结论。

图７ Ｌ形光刻图形的显微镜照片

Ｆｉｇ．７ ＭｉｃｒｏｓｃｏｐｅｇｒａｐｈｏｆＬｓｈａｐｅｄｌｉｇｈｏｇｒａｐｈｙｐａｔｔｅｒｎ

４　结　　论

利用波前分割的方法，研究掩模图形上的波前

图８ 凹、凸直角角点处有效面积比较

Ｆｉｇ．８ Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎｏｆｔｈｅｃｏｎｃａｖｅａｎｄｃｏｎｖｅｘｒｉｇｈｔａｎｇｌｅｄ

ｃｏｒｎｅｒｏｆｅｆｆｅｃｔｉｖｅａｒｅａ

对光刻胶上某点光场的作用规律。理论研究表明，

在掩模与光刻胶之间的间隙犱相对于曝光光源波

长，掩模图形尺寸相对于 犱槡λ都较大的情况下，光

刻胶上某点的光强主要由掩模图形上此场点附近区

域所确定，这个区域的范围约为第一个半波带大小。

其它区域对此场点光场的贡献由于区域内各部分相

干叠加相消，而使得实际作用相对较小。作为此理

论的应用，利用不同图形特征点处第一个半波带的

有效面积的大小，解释了图形特征不同所带来的图

形畸变差异的原因。该理论得到了实验验证。此方

法不仅可以有效、快速判断光刻图形畸变的大小，而

且可以作为掩模优化方法设计过程中的理论指导。

９２５



光　　　学　　　学　　　报 ３０卷

参考文献
１Ｂａｌｉｎｔ Ｍｅｌｉｏｒｉｓｚ， Ａｎｄｒｅａｓ Ｅｒｄｍａｎｎ． Ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ｏｆ ｍａｓｋ

ｐｒｏｘｉｍｉｔｙｐｒｉｎｔｉｎｇ［Ｊ］．犑．犕犻犮狉狅犖犪狀狅犾犻狋犺狅犵狉犪狆犺狔 犕狅犲犿狊犪狀犱

犕狅犲犿狊，２００７，６（２）：０２３００６

２ＬａｗｅｓＲｏｎａｌｄＡ．ＭａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇｔｏｌｅｒａｎｃｅｓｆｏｒＵＶＬＩＧＡｕｓｉｎｇ

ＳＵ８ｒｅｓｉｓｔ ［Ｊ］．犑．犕犻犮狉狅犿犲犮犺犪狀犻犮狊犪狀犱 犕犻犮狉狅犲狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，

２００５，１５（１１）：２１９８～２２０３

３ＨａｉｙａｎＱｉｎ，ＸｕａｎＬｉ，ＳｕＳｈｅｎ．Ｎｏｖｅｌｏｐｔｉｃａｌｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙｕｓｉｎｇ

ｓｉｌｖｅｒｓｕｐｅｒｌｅｎｓ［Ｊ］．犆犺犻狀．犗狆狋．犔犲狋狋．，２００８，６（２）：１４９～１５１

４ＳｈｅｎＴｉｎｇｚｈｅｎｇ，Ｌü Ｈａｉｂａｏ，ＧａｏＹｉｑｉｎｇ犲狋犪犾．．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｆ

ｍａｓｋ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｆｏｒ ｉｍｐｒｏｖｉｎｇ ｔｈｅ ｅｄｇｅ ｓｈａｒｐｎｅｓｓ ｏｆ

ｐｈｏｔｏｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ［Ｊ］．犃犮狋犪 犗狆狋犻犮犪 犛犻狀犻犮犪，２００５，２５（４）：

５３３～５３７

　 谌廷政，吕海宝，高益庆 等．掩模分形提高光刻边缘锐度的研究

［Ｊ］．光学学报，２００５，２５（４）：５３３～５３７

５ＴａｎｇＸｉｏｎｇｇｕｉ，ＧｕｏＹｏｎｇｋａｎｇ，ＤｕＪｉｎｇｌｅｉ犲狋犪犾．．Ａｎａｌｙｓｉｓｏｆ

ｄｉｆｆｒａｃｔｉｖｅｉｍａｇｅｆｉｅｌｄｉｎｔｈｉｃｋｆｉｌｍｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔｂｙｕｓｉｎｇｆｏｕｒｉｅｒ

ｍｏｄａｌｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．犃犮狋犪犗狆狋犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００５，２５（２）：２４６～２５０

　 唐雄贵，郭永康，杜惊雷 等．利用傅里叶模方法分析厚层光刻胶

内衍射光场［Ｊ］．光学学报，２００５，２５（２）：２４６～２５０

６Ｙ．Ｊ．Ｃｈｕａｎｇ，Ｆ．Ｇ．Ｔｓｅｎｇ， Ｗ．Ｋ．Ｌｉｎ．Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ ｏｆ

ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎｅｆｆｅｃｔ ｏｆ ＵＶ ｅｘｐｏｓｕｒｅ ｏｎ ＳＵ８ ｎｅｇａｔｉｖｅ ｔｈｉｃｋ

ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔｂｙａｉｒｇａｐｅｌｉｍｉｎａｔｉｏｎ［Ｊ］．犕犻犮狉狅狊狔狊狋犲犿犜犲犮犺狀狅犾狅犵犻犲狊，

２００２，８（４～５）：３０８～３１３

７Ｒ．Ｙａｎｇ，Ｗ．Ｊ．Ｗａｎｇ．Ａｎｕｍｅｒｉｃａｌａｎｄｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｓｔｕｄｙｏｎ

ｇａｐｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎａｎｄｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓｅｌｅｃｔｉｏｎｉｎＵＶｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙｏｆ

ｕｌｔｒａｈｉｇｈａｓｐｅｃｔｒａｔｉｏＳＵ８ ｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ［Ｊ］．犛犲狀狊狅狉狊犪狀犱

犃犮狋狌犪狋狅狉狊犅：犆犺犲犿犻犮犪犾，２００５，１１０（２）：２７９～２８８

８ＦｅｎｇＭｉｎｇ，ＨｕａｎｇＱｉｎｇａｎ，ＬｉＷｅｉｈｕａ犲狋犪犾．．ＳｉｍｕｌａｔｉｏｎｏｆＳＵ

８ｐｈｏｔｏｒｅｓｉｓｔｐｒｏｆｉｌｅｉｎｄｅｅｐ ＵＶｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ［Ｊ］．犆犺犻狀犲狊犲犑．

犛犲犿犻犮狅狀犱狌犮狋狅狉狊，２００７，２８（９）：１４６５～１４７０

　 冯　明，黄庆安，李伟华 等．ＳＵ８胶深紫外光刻模拟［Ｊ］．半导体

学报，２００７，２８（９）：１４６５～１４７０

９ＸｉｏｎｇｇｕｉＴａｎｇ，ＪｉｎｋｕｎＬｉａｏ，ＨｅｐｉｎｇＬｉ犲狋犪犾．．Ａｎａｌｙｓｉｓａｎｄ

ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｆｏｒｔｈｅｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎｏｆｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎｉｎｔｈｉｃｋｆｉｌｍａｎａｌｏｇ

ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ［Ｊ］．犗狆狋犻犮狊犈狓狆狉犲狊狊，２００８，１６（１）：９８～１０７

１０ＴａｎｇＸｉｏｎｇｇｕｉ，ＹａｏＸｉｎ，ＧａｏＦｕｈｕａ犲狋犪犾．．Ｐｒｅｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎｆｏｒ

ｎｏｎｌｉｎｅａｒｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎｉｎｔｈｉｃｋｆｉｌｍ ｐｈｏｔｏｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ［Ｊ］．犃犮狋犪

犗狆狋犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００６，２６（７）：１０３２～１０３６

　 唐雄贵，姚　欣，高福华 等．厚胶光刻非线性畸变的校正［Ｊ］．

光学学报，２００６，２６（７）：１０３２～１０３６

１１ＬｉＭｕｊｕｎ，ＳｈｅｎＬｉａｎｇｕａｎ，ＬｉＸｉａｏｇｕａｎｇ犲狋犪犾．．Ｔｈｅｏｒｅｔｉｃａｌ

ａｎａｌｙｓｉｓａｎｄｐｒｅｃｏｍｐｅｎｓａｔｉｏｎｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｏｆｐａｔｔｅｒｎｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎｉｎ

ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ ＵＶｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ ［Ｊ］． 犆犺犻狀犲狊犲 犑． 犕犲犮犺犪狀犻犮犪犾

犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，２００８，４４（１１）：６９～７４

　 李木军，沈连?，李晓光 等．接近式紫外光刻中图形失真的分析

与预修正仿真［Ｊ］．机械工程学报，２００８，４４（１１）：６９～７４

１２ＬｉＭｕｊｕｎ，ＳｈｅｎＬｉａｎｇｕａｎ，Ｚｈａｏ Ｗｅｉ犲狋犪犾．．Ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎａｎｄ

ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎｏｆｐａｒｔｉａｌｃｏｈｅｒｅｎｔｌｉｇｈｔｉｎＵＶｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ［Ｊ］．犑．

犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔狅犳犆犺犻狀犪，２００７，３７（１）：

２４～２９

　 李木军，沈连?，赵　玮 等．紫外光刻中部分相干光的传播及衍

射效应［Ｊ］．中国科学技术大学学报，２００７，３７（１）：２４～２９

１３ＴｉａｎＸｕｅｈｏｎｇ，Ｌｉｕ Ｇａｎｇ，Ｔｉａｎ Ｙａｎｇｃｈａｏ犲狋犪犾．．Ｓｔｕｄｙｏｎ

ｃｏｍｐｕｔｅｒ ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ ｏｆ ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ ｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ ［Ｊ ］．

犕犻犮狉狅狀犪狀狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，２００３，４０（７）：１８１～１８５

　 田学红，刘　刚，田扬超 等．接近式光刻的计算机模拟研究［Ｊ］．

微纳电子技术，２００３，４０（７）：１８１～１８５

１４ＬｉＸｉａｏｇｕａｎｇ，ＳｈｅｎＬｉａｎｇｕａｎ，ＬｉＭｕｊｕｎ犲狋犪犾．．Ｒｅｓｅａｒｃｈｏｎ

ｄｅｓｉｇｎｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｆｐｈｏｔｏｍａｓｋｉｎＵＶｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙｂａｓｅｄｏｎ

ｇｅｎｅｔｉｃａｌｇｏｒｉｔｈｍ［Ｊ］．犑．犛狔狊狋犲犿犛犻犿狌犾犪狋犻狅狀，２００８，２０（１７）：

４６０１～４６０４

　 李晓光，沈连?，李木军 等．基于遗传算法的接近式紫外光刻中

掩模补 偿 优 化 研 究 ［Ｊ］．系 统 仿 真 学 报，２００８，２０（１７）：

４６０１～４６０４

１５ＺｈｅｎｇＪｉｎｊｉｎ，ＣｈｅｎＹｏｕｍｅｉ，ＺｈｏｕＨｏｎｇｊｕｎ犲狋犪犾．．Ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎｏｆ

ｐａｔｔｅｒｎｔｒａｎｓｆｅｒｅｒｒｏｒｓｆｏｒＳＵ８ＵＶｄｅｅｐｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ［Ｊ］．犗狆狋犻犮狊

犪狀犱犘狉犲犮犻狊犻狅狀犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，２００７，１５（１２）：１９２６～１９３１

　 郑津津，陈有梅，周洪军 等．ＳＵ８紫外深度光刻的误差及修正

［Ｊ］．光学精密工程，２００７，１５（１２）：１９２６～１９３１

１６ＭａｘＢｏｒｎ，ＥｍｉｌＷｏｌｆ．ＰｒｉｎｃｉｐｌｅｓｏｆＯｐｔｉｃｓ［Ｍ］．７ｔｈ（ｅｘｐａｎｄｅｄ）

ｅｄｉｔｉｏｎ．ＵｎｉｔｅｄＳｔａｔｅｓｏｆＡｍｅｒｉｃａ：ＣａｍｂｒｉｄｇｅＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＰｒｅｓｓ，

１９９９．５１４～５１５，４２６～４２７，４１３～４１６

１７ＺｈｏｕＣｈｏｎｇｘｉ，ＬｉｎＤａｊｉａｎ．Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ＆ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｏｆｉｎｔｅｎｓｉｔｙ

ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｏｆｉｌｉｎｅｕｎｉｆｏｒｍ ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ ｏｐｔｉｃａｌｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ

ｐｈｏｔｏｌｉｔｈｏｇｒａｐｈｙ ［Ｊ］．犗狆狋狅犈犾犲犮狋狉狅狀犻犮 犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，１９９６，

２３（２）：１～６

　 周崇喜，林大键．ｉｌｉｎｅ光刻高均匀照明系统光能分布的计算模拟

［Ｊ］．光电工程，１９９６，２３（２）：１～６

０３５


